НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут проблем матеріалознавства

ПРОГРАМА

семінару "Електронна мікроскопія і прогрес в матеріалознавстві"

29-30 травня 2013 року

29-го травня. Інститут проблем матеріалознавства, корп. "Б", к. 208.
14.00. Вступне слово: академік НАН України С.О. Фірстов, К.Учіда Президент Токіо Боекі Технолоджі ЛТД та Х.Тацума Генеральний директор ООО ДЖЕОЛ-Рус.
Електронна мікроскопія в сучасному матеріалознавстві, С.О.Фірстов
14-40. 30-річчя Лабораторії електронно-зондового аналізу, О.Васильєв.

15-00. JEM-ARM 200F: ТЕМ з атомною роздільною здатністю, В.Тіньков (Токіо Боекі Технолоджі ЛТД).

15-35. Аналітична мікроскопія наноматеріалів, М. Даниленко.
15-55. Використання локальної Оже-спектроскопії для дослідження 3-D розподілу елементного складу GeSi/Si нанокластерів, С.С.Пономарев (Протон-21).

30 травня. Інститут проблем матеріалознавства, корп. "B", к. 208

10.00. JEOL настільні і компактні СEM, Д. Колінько (Токіо Боекі Технолоджі ЛТД).
10.30. Обладнання для електронної мікроскопії від компанії Oxford Instruments і Gatan, В.Козлов (Oxford Instruments).
11.30. JEOL СEM серії MP для матеріалознавства, (Токіо Боекі Технолоджі ЛТД).

12.00. Харківський фізико-технічний інститут  O.Бородін.
13.30. JEM-2100F майстер-клас.

